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descrizione dell’'invenzione (abstract)

Un metodo ed un dispositivo optoelettronico per misurare la rugosita di una superfi-
cie, in cui & prevista una sorgente luminosa che emette un fascio luminoso incidente
verso una superficie da analizzare secondo un angolo di incidenza prefissato. E pre-
visto un sensore di luce in grado di rilevare una componente del fascio incidente
riflessa specularmene secondo un angolo di riflessione sostanzialmente uguale all’an-
golo di incidenza. E poi prevista la proiezione del fascio incidente sulla superficie da
analizzare tramite la sorgente luminosa e la misurazione tramite il sensore dell’inten-
sita della componente riflessa specularmene. Quindi, viene separata la componente
riflessa specularmene dalla luce diffusa dalla superficie in questione, e infine viene
correlata l'intensita della componente riflessa specularmene con un parametro di
rugosita della superficie in questione.
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disegno

aree di applicazione principali
Aziende del settore optoelettronico e produttori di macchinari e attrezzature nel set-
tore lapideo
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